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KARTA OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS

Nazwa przedmiotu
Zaawansowane systemy pomiarowe

Przedmiot

Kierunek studiow Rok/semestr

Mechatronika 2/3

Studia w zakresie (specjalnosc) Profil studiow

Automatyzacja i nadzorowanie systemoéw produkcyjnych ogblnoakademicki

Poziom studiow Jezyk oferowanego przedmiotu
drugiego stopnia polski

Forma studiow Wymagalnos¢

stacjonarne obieralny

Liczba godzin

Wyktad Laboratoria Inne (np. online)

15 15 0

Cwiczenia Projekty/seminaria

0 0

Liczba punktow ECTS

2

Wyktadowcy

Odpowiedzialny za przedmiot/wyktadowca: Odpowiedzialny za przedmiot/wyktadowca:

dr inz. Michat Jakubowicz

email: michal.jakubowicz@put.poznan.pl
tel. +48 61 665 3568

Wydziat Inzynierii Mechanicznej

ul. Piotrowo 3 60-965 Poznan

Wymagania wstepne
Student rozpoczynajacy ten przedmiot powinien posiada¢ wiadomosci z zakresu analizy i statystyki
matematycznej, rysunku technicznego oraz czesci maszyn.

Cel przedmiotu
Zapoznanie studenta z zaawansowanym, nowoczesnymi systemami pomiarowymi stosowanymi do
pomiardw wielkosci geometrycznych.

Przedmiotowe efekty uczenia sie

Wiedza

1. Student powinien scharakteryzowac zaawansowane systemy pomiarowe.

2. Student powinien scharakteryzowac urzadzenia wchodzgce w sktad zaawansowanych systemow
pomiarowych.
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Umiejetnosci

1. Student potrafi dobraé urzadzenie pomiarowe do zadania pomiarowego.
2. Student potrafi w podstawowym zakresie opracowac strategie pomiarowa.
3. Student potrafi dokona¢ opracowania i analizy danych pomiarowych.

4. Student potrafi okresli¢ zZrédta btedéw pomiaru i potrafi je niwelowac.

Kompetencje spoteczne

1. Student potrafi wspdtpracowacé w grupie.

2. Student jest Swiadomy roli nowoczesnych, zaawansowanych systemoéw pomiarowych we
wspotczesnej gospodarce.

Metody weryfikacji efektow uczenia sie i kryteria oceny
Efekty uczenia sie przedstawione wyzej weryfikowane sg w nastepujgcy sposob:
Wyktad: Zaliczenie na podstawie kolokwium pisemnego.

Laboratorium: Zaliczenie na podstawie odpowiedzi pisemnej z zakresu ustalonego przez prowadzgcego
¢wiczenia laboratoryjnego oraz pozytywnej oceny sprawozdan z wykonanych ¢wiczen wedtug ustalonej
tematyki. Aby uzyskac zaliczenie laboratoridéw wszystkie éwiczenia muszg by¢ zaliczone.

Tresci programowe

Wyktad:

1. Definicja, struktura i zadania programéw pomiarowych.

2. Zaawansowane systemy pomiarowe w metrologii wielkosci geometrycznych.

3. Wprowadzenie do problematyki pomiaréw bezstykowych warstwy wierzchniej.

4. Zaawansowane systemy pomiarowe stosowane do realizacji zadan pomiarowych w obszarze
metrologii wielkosci geometrycznych.

Klasyfikacja oraz mozliwosci pomiarowe i oprogramowanie nowoczesnych urzadzen pomiarowych.
Podstawy i zastosowanie wspodfrzednosciowej techniki pomiarowej w pomiarach czesci maszyn.
Optyczne systemy pomiarowe.

Pomiary stereometrii powierzchni.

X N oW

Pomiary odchytek ksztattu.
10. Systemy pomiarowe stosowane w obszarze nanometrologii.

Laboratorium:

Pomiary na urzadzeniu specjalizowanym do kontroli odchytek ksztattu.
Pomiary na wspodtrzednosciowej maszynie pomiarowe;j.

Pomiary na wspétrzednosciowym skanerze optycznym 3D.

Pomiary na wspétrzednosciowej maszynie optyczne;j.

ik e

Pomiary topografii powierzchni.
Metody dydaktyczne

1. Wyktad: prezentacja multimedialna ilustrowana przyktadami podawanymi na tablicy, rozwigzywanie
zadan.
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2. Cwiczenia laboratoryjne: przeprowadzanie eksperymentéw, rozwigzywanie zadan praktycznych, praca
w zespotach, dyskusja.

Literatura
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Uzupetniajaca
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Bilans nakfadu pracy przecietnego studenta

Godzin ECTS
taczny naktad pracy 50 2
Zajecia wymagajgce bezposredniego kontaktu z nauczycielem 30 1
Praca wtasna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do zajec 20 1
laboratoryjnych/¢wiczen, przygotowanie do kolokwidéw/egzaminu,
wykonanie projektu)*

1 . sy 2 . 7 . ;.
niepotrzebne skresli¢ lub dopisac inne czynnosci



